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Avaliagao da espessura e da condutividade elétrica dos filmes finos de
polianilina em fungao da temperatura de sintese utifizando as técnicas
de Microscopia c1!2e Forca At6mica2(AFM) e de Quatro Pontas.
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1..Objetivos

Algumas classes de polimeros orgéanicos, no
caso os polimeros condutores, podem
apresentar altas condutividades eletrénicas,
sendo em alguns casos até mesmo comparavel
a condutividade em metais, e que desencadeou
investigacdes em diversas areas de pesquisa
relacionadas tanto a sintese e caracterizagéo
como ao uso dos mesmos em dispositivos
eletronicos [1]. A polianilina (PANI) &, sem
duvida, o polimero condutor que tem sido mais
extensivamente estudado devido,
principalmente, as suas propriedades fisico-
quimicas, caracteristicas mecanicas e elétricas,
as quais possibilitam o desenvolvimento de
dispositivos eletrénicos inovadores [2].

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da
temperatura de sintese na espessura e na
condutividade elétrica da camada de polianilina
com as técnicas de microscopia de forca
atdbmica (AFM) e de quatro pontas.

2. Material e Métodos
Os eletrodos foram obtidos com a técnica de
“line patterning” [3], utilizando fitas de poli
(tereftalato de etileno) (PET) como substrato e
filme fino de polianilina, no seu estado de
oxidacdo esmeraldina, como camada ativa. O
polimero foi obtido com a técnica de deposi¢ao
“in-situ” [4], sendo testadas trés diferentes

0
temperaturas de sintese (0, 10 e 20 C). A
espessura das camadas poliméricas obtida nas
diferentes temperaturas de sintese foi
determinada com a utilizagdo do microscépio
de varredura por sonda di NanoMan V, da
Veeco, usando pontas de Si dopado com (n)
fésforo. T/:‘As imagens foram obtidas em maédulo

Tapping , com velocidade de varredura de
freqiéncia de 1 Hz. As medidas de
condutividade elétrica dos filmes finos de
polianilina foram feitas pelo método de quatro
pontas.

‘3. Resultados e Discussao

A Tabela 1 mostra s resultados de espessura
e de condutividade elétrica da camada
polimérica obtida em trés diferentes
temperaturas de sintese. Observa-se uma
diminuicdo da espessura e da condutividade
elétrica com o aumento da temperatura de
sintese. Temperaturas mais baixas de sintese
diminuem a taxa de polimerizagéo favorecendo,
desse modo, a formagdo de agregados
poliméricos maiores, aumentando a espessura
e consequentemente a condutividade elétrica
da camada polimérica formada. Dessa forma,
pode-se considerar'a temperatura de sintese
um fator determinante do tamanho das
estruturas poliméricas formadas.

Tabela 1: Espessura e condutividade elétrica
dos filmes finos de polianilina obtidos em
diferentes temperaturas (figura 5pm x S5pm).

Temperatura.| Espessura | Condutividade
‘c) (nm) (Sfem™)
0 138,6+15,4 1,07+2,8E-2

10 91,7+14,5 2,10E-3+2,7E-7

20 62,0+7,7 6,70E-4+1,2E-7

4. Concluséo
Pode-se concluir que a temperatura de sintese
tem grande influéncia na espessura e
conseqiientemente, na condutividade elétrica
dos filmes de polianilina, uma vez que foi
observada uma diminuicdo das mesmas com o
aumento da temperatura de sintese.
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